(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation far geistiges Eigentum 

Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdaturn 
9. Juni 2005 (09.06.2005) 




PCT 




(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 2005/052570 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : 

27/00 



G01N 29/02, 



CLAUSTHAL [DE/DE]; Robert-Koch-Strasse 42, 38678 
Clausthal-Zeilerfeld (DE). 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003774 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

13. November 2003 (13.11.2003) 



(25) Einreichungssprache: 



(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 



Deutsch 



(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Aus- 
nahme von US): TECHNISCHE UNIVERSITAT 



(72) Erfinder;und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): FRITZE, Uolger 

[DE/DE]; Kapitelsberg 29a, 38855 Wernigerode (DE). 
TULLER, Harry, L. [US/US]; 356 Walnut Street, Welles- 
ley, MA 02181 (US). 

(74) Anwalt: TARUTTIS, Stefan; Vahrenwalder Strasse 7, 
30165 Hannover (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, 
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



(54) Title: SENSOR, SENSOR ARRANGEMENT, AND MEASURING METHOD 



(54) Bezeichnung: SENSOR, SENSORANORDNUNG UND MESSVERFAHREN 



< 




1^ (57) Abstract: The invention relates to a method and a device for detecting the environmental influence on a sensor by means 
^| of a variation of an electrical conductivity of a layer of the sensor, a device for detecting the environmental influence on sensors 
1/^ by detecting a variation of the electrical conductivity of a layer of the sensors, and a sensor device for detecting the environmental 
influence by means of a variation of an electrical conductivity of a layer of the sensor and by detecting a deposition inside the volume 
I/} or on the surface thereof and/or the interaction of an environmental material or a substance to be measured on the same sensor. 



fsj (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erfassen eines Umwelteinflusses auf einen 
Sensor mittels einer Anderung einer elektrischen Leitfahigkeit einer Sensorschicht des Sensors, sowie eine Anordnung zum Erfassen 
eines Umwelteinflusses auf Sensoren 
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durch Erfassen einer Anderung der elektrischen Leitfahigkeit einer Sensorschicht der Sensoren, sowie eine Sensoreinrichtung zum 
Erfassen eines Umwelteinflusses mittels einer Anderung einer elektrischen Leitfahigkeit einer Sensorschicht des Sensors und durch 
Erfassen einer im Volumen eingebauten oder oberflachlichen Ablagerung und/oder der Wechselwirkung eines Umweltmaterials oder 
einer zu messenden Substanz auf demselben Sensor. 



